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Posudek habilitaéni prace RNDr. Pavla Pavlicka, Ph.D.
»Measurement uncertainty of optical 3D sensors on optically smooth and
rough surfaces®

posudek oponenta

Téma habilitaéni prace RNDr. Pavla Pavli¢ka, Ph.D. sméfuje do oboru metrologie
dimenzionalnich veli¢in. Zaméfuje se na problémy optického meéfeni povrchll s riiznou
drsnosti, povrcha optické kvality, kde je moZné pii méfeni detekovat fazi odrazené viny, tak i
povrchi, kde vznika efekt koherenéni zrnitosti. Specifické téma je pak analyza nejistoty téchto
méfeni. Dalo by se fici, Ze vyjadieni a analyza nejistot je v metrologii alfou i omegou
metodologie méficich technik. Prace je tedy nanejvys aktuédlni, nebot’ nabizi rozséhlou a velmi
dikladnou analyzu nejistot pro fadu optickych méficich metod, a to jak pro povrchy optické
kvality, tak ptedevs§im pro ty, které toto kritérium nespliiuji. V technické praxi je optické
méfeni drsnych a difuznich povrchii dilezitym problémem, zvlasté s ohledem na potieby
optické vyroby a meziopera¢ni kontrolu povrchil v riizném stadiu opracovani optickych prvki.
Téma prace piinaéi komplexni pohled na problematiku, pifispivdA k poznani v oboru
fundamentalni metrologie a je téZ tématem s nemalym vyznamem pro praxi.

Piedkladana prace méa formu souboru publikaci doplnénych uvodnim textem shrnujicim
problematiku popsanou detailné v publikacich. Vyjadieni a popis nejistot mé&ficich metod je
zde porovndvana a analyzovina v zavislosti na fadé parametri. Za zvlasté piinosné lze
povazovat srovnani riznych metod a limitnich hodnot nejistot, kterych lze dosahnout. Neméné
vyznamna a podnétnd je analyza vlivu charakteristik povrchl. Autor pochopitelné vénuje
primarni pozornost technice interferometrie s bilym (Sirokospektrdlnim) svétlem, které se
dlouhodobé odborne vénuje. Tato technika také nabizi moznost méfit s dobrou pfesnosti pravé
opticky drsné a difuzni povrchy, pfipadné i s mnohem lepsi piesnosti povrchy optické kvality.
Je tedy téméft idealnim univerzalnim néstrojem optické dimenzionalni metrologie.

Vyznam piedkladané prace pro technickou praxi ve velmi zietelny, nabizi komplexni pohled
na metrologii povrchi, piedev§im opticky difliznich, které neni mozné méfit s velkou piesnosti
tradiénimi technikami koherentni interferometrie. Analyzuje limity nejistot, kterych je mozné
dosdhnout, popisuje, jaké jsou jejich zdroje a bude jisté pfinosem pro metrologii zvI1asté
v optické vyrobé.

Jadrem habilitaéni prace je soubor publikaci, kde je autor prace prvnim autorem. Je tedy
ziejmé, ze jeho odborny piinos je ve vSech piipadech klicovy. Publikace byly uverejnény
v renomovanych védeckych €asopisech a prosly recenznim fizenim. V nékolika ptipadech se
jedna o publikace ze sborniki mezindrodnich konferenci (SPIE), které jsou v oboru stéZejni.
V seznamu publikaci v souhrnné stati je také uvedena tada jeho praci. Autor timto prokézal, ze
je ve védeckém svété etablovanou a respektovanou osobnosti s bohatou publika¢ni minulosti.



Habilita¢ni prace RNDr. Pavla Pavli¢ka, Ph.D. je psana v anglickém jazyce, jak odpovida
duchu doby, je koncipovana piehledn¢ a logicky, tvodni stat’ obsahuje analyzu a teoreticky
rozbor problému a je ¢lenéna do kapitol systematicky, podle jednotlivych aspektti nejistoty. Po
grafické a formalni strance lze praci sotva co vytknout. RNDr. Pavel Pavli¢ek, Ph.D. svou
praci prokazal, Ze je odbornikem s bohatymi zku$enostmi, ktery dokazal k vyzkumu v oboru
vyznamné pfispét. Domnivam se, Ze jeho jmenovani docentem je na misté a jednozna¢né ji
doporucuji k obhajobé.

K obhajob¢ habilita¢ni prace bych rad predlozil n€kolik otazek:

1.

Autor se v praci vénuje vlivu Sumu. Jednd se ziejmé o pojeti Sumu v celém méficim
fetézci, pocinaje zdrojem zafeni, detektory a elektronikou, kde vysledné dominuje
vystielovy Sum (shot noise). Mélo by vyznam zohlednit vy$si piispévek Sumu zdroje
zateni, kde v oblasti nizsich frekvenci hraje roli 1/f sum? A mélo by smysl pocitat také
s frekvenénim (fazovym) Sumem zdroje, jedna-li se koherentni laser v tradi¢ni
interferometrii?

Je pro mne piekvapenim, Ze v piipad¢ interferometrie s bilym svétlem na drsnych
povréich je nejistota vy$si v pfipadé modulovaného signalu. Ptitom autor uvadi, Ze faze
tohoto signalu je ndhodnd, takZe detekujeme jen obalku interferogramu. Na obrazcich
se simulovanym signélem s ptitomnosti (amplitudového) $umu je v8ak faze nenahodna
a plynula. Dojde tedy demodulaci ke sniZeni nejistoty?

Zobrazujeme-li obraz skvrn koheren¢ni zrnitosti na kameru, mélo by byt moZné
vyhodnotit i fazi v jednotlivych svétlych skvrnach, ktera by mohla byt pfi neménné
poloze objektu a pohybu referenéniho ramene interferometru plynuld a nenahodna.
Bylo by toho mozné vyuZit napf. ke zpfesnéni urCeni stfedu interferogramu, napf.
vazenym primérovanim z n€kolika skvrn a tim ke sniZeni nejistoty méteni?
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